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F 0.0236 0.0035 58.5
A B,C,D,E F 2a 2a % 0.0005 0.
0236% 2b 7
2b
E2 10% 42 < 10 -3
(grid pattern) . 5
85 . 3a 1 75 3b 3a
. 3b ( 22a 22b
) ( 24a 24b )



(57)

%
04%

10

11

10.

11.

12.

13.

0.05

10-2004-0015697

0.0725% , 1.2 1.8% , 0.001% , 0.0005 0.

% 0.055 0.07%

% 0.06 0.07%

% 1.2 1.65%

12 1

% 0.001 0.015%

% 0.001 0.01%

% 0.001 0.005%

% 0.0005 0.0275%

% 0.0005 0.0225%

% 0.001 0.0190%

% 0.0115%



10-2004-0015697

% , 0.05 0.07% , 1.2 1.5% , 0.001% , 0.0115%
14.
13 , % 0.001 0.015%
15.
14 , % 0.001 0.01%
16.
15 , % 0.001 0.005%
17.
14 . % 0.0275%
18.
17 , % 0.0225%
19.
18 , % 0.019%
20.
19 , % 0.015 0.0165
21.
% , 0.05 0.0725% , 1.2 1.8% , 0.001% , 0.

0005 0.0275% ,



10-2004-0015697

10

WEEEA I,
il




10-2004-0015697

2a
2t (DPH+F)

=
=

13y

(¢]
=

65

60

55

50

45

40

IE kY Y &t
3F @8sC

5 Bi, 40Ag

- 10 -

126 Bi, 35 Ag




10-2004-0015697

2b

ordy Sgt
(DPH*Z)

(wdd) S&5IR
001 0S

0G1

00¢

frizio 3z

0G¢

- 11 -



10-2004-0015697

24b.

- 12 -



	문서
	서지사항
	요약
	대표도
	명세서
	도면의 간단한 설명
	발명의 상세한 설명
	발명의 목적
	발명이 속하는 기술및 그 분야의 종래기술
	발명이 이루고자 하는 기술적 과제

	발명의 구성 및 작용
	발명의 효과


	청구의 범위
	도면
	도면1
	도면2a
	도면2b
	도면3a
	도면3b



